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1 简介

目的

为了规范世融通公司产品测试的各项工作，使公司产品研发、品质管理按照共同的测试项目和测试标准进行测试，以使项目各阶段品质保证能达到手机的测试要求，特制定本测试手册。

适用范围

本手册适用于本公司所有项目的整机测试。

责任

公司产品研发、品质保证都需按本测试手册进行相关测试，对问题进行分析，确定责任部门，由责任部门提出改善对策。

2 整机测试项目
2.1电性能测试

按照产品检验规范和行业相关标准，测试手机的各项重要电性能指标；

2.2 ESD测试

测试手机在静电环境中的性能；

2.3 环境测试

模拟公司各产品使用的各种恶劣环境，测试其性能是否达到要求；主要包括高/低温试验、湿热试验、防尘试验等。

2.4 寿命测试

测试产品各易损部件的工作寿命是否达到规格要求；主要包括读卡器，打印机，制票机等产品试验。

2.5 机械强度测试

测试括读卡器，打印机，制票机等机械结构的强度；主要包含振动测试、跌落测试等。

3.整机测试标准
3.1电性能测试标准

依照公司规范、行业相关标准，测试公司产品的电性能。

参考标准:

公司的产品行业环境要求和试验方法。
公司产品根据公司可靠测试设备测试。

根据公司可靠性设备进行安全要求和产品验证进行试验

3.2 ESD静电测试标准
产品在接充电器和不接充电器的情况下，分别测试产品在常用使用状态下的ESD性能，待机和运行状态是必须要测试的状态。

接触放电为±6KV,对裸露的金属件续放电各10次后对地放电,应无数据丢失和功能损坏等；接触放电每点每个测试电压连续放电10次(加严测试±20次)；

空气放电±10KV，主机底壳等处进行放电，被选点每点每个测试电压放电10次(加严测试±20次)，每放电一次需对地放电，状况应良好，应无数据丢失和功能损坏。

注：测试后功能恢复正常，及外观检查应良好（电镀层不应有掉镀层等不良现象）。

完成后作好记录。所需手机数为2部。

参考标准:

行业可靠性技术要求和测试方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ESD实验室环境要求:

环境温度： +15～ +35℃

相对湿度： ESD实验室湿度应严格控制到30％～60％RH

大气压力： 86～106kPa  
3.3 环境测试标准

测试项目及条件：

	测试项目
	测试条件/参考标准
	主要测试阶段
	数量
	注意事项

	低温储存

试验
	 T=-30±3℃，试验时间12小时，回温2h后检测功能、外观、机械和电性能有无异常。


	             项目PR1阶段，首次量产，重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更；
	4
	试验中手机带电池关机状态。

	低温工作

试验
	T=-20±3℃，试验时间8小时，测试过程中需进行中间检测，观察信号指示并进行拨打测试（或用仪器测试电性能），测试持续时间到后立即在该温度下进行电性能和功能测试，最终检测：将试验样品回温2h后检测呼叫连接、外观、机械等应正常。

中间检测及最终检测均正常测试才为合格。


	              项目PR1阶段，首次量产，更改重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更；
	4
	试验中手机处于待机状态（如果T=-20±3℃条件下电性能有异常情况，品质可按照T=-10±3℃的实验条件作为最低出货标准。

若选择观测信号指示与被叫的方式，需将手机工作在带SIM卡的标准用户模式)

	高温储存

试验
	T=65±2℃，试验时间12小时，储存时间到后立即检测功能、外观、机械和电性能应正常。

（可立即调低温度至55±2℃进行高温工作试验）


	            项目PR1阶段，首次量产，更改重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更；
	4
	试验中手机带电池关机状态。

	高温工作

试验
	T=55±2℃，试验时间8小时，测试过程中需进行中间检测，进行主叫拨打测试（或用仪器测试电性能），测试持续时间到后在该温度下进行电性能和功能测试，最终检测：将试验样品回温2h后进行功能、外观、机械和电性能等检测。中间检测及最终检测均正常测试才为合格。


	               项目PR1阶段，首次量产，更改重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更；
	4
	试验中手机处于待机状态。

主叫可采用直接拔打112的方式。



	恒定湿热

试验
	T=40±2℃，RH=93±3%，试验时间48小时，测试过程中需进行中间检测，进行主叫拨打测试（或用仪器测试电性能），测试时间到后在该温度下进行电性能和功能测试，回温2h后检测呼叫连接、外观、机械等应正常。


	项目PR1阶段，首次量产必须要测，更改重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更
	4
	试验中手机处于待机状态。（翻盖手机翻盖处于打开状态，使用大LCD也处于工作状态，主叫采用拨打112的方式）。

	湿热循环

试验
	从室温以不大于1℃/MIN速度变到40℃，RH:93±3%，保持1H；再以不大于1℃/min速度变到-10℃，保持1h；循环13次。循环期满，回温2H后检测功能、外观、机械和电性能应正常。


	项目PR1阶段，首次量产，更改重要元器件或元器件的供应商，结构材料变更；
	4
	试验中手机处于待机状态

	盐雾测试
	三个喷雾周期，每个2h，每个喷雾周期后有一个为期22h的湿热储存周期。喷雾条件为
温度为(15～35)℃，浓度为(5.0 ± 1)％的氯化钠溶液；储存条件为(40 ± 2)℃,相对湿度为90％～95％
	项目PR1阶段
	2
	手机带电池关机状态

	防尘试验
	将手机放置在粉尘试验箱内，样品体积综合不得超过试验箱有效空间的1/3，底面积不得超过有效水平在积的1/2；与实验箱内壁距离应不小于100mm。启动粉尘试验箱，使气流能够将灰尘均匀缓慢地沉降在试验样品上，最大值不得超过2m/s。测试时间到后，将手机在粉尘箱内静置2H，进行功能、外观及装配检测。（在仪器未到位前，也可采用袋子装上少许灰尘，把手机装进袋子且用人手抖动袋子1分钟方式）。


	                   项目PR1阶段，首次量产；
	2
	试验中手机带电池关机。  测试后的手机显示区域内、摄相头区域内不得有粉尘出现。


 备注：对于本环境测试标准中未涉及的新工艺，新标准，可以根据具体情况采用行业标准来进行测试。
       *防尘测试在没有专用测试仪器的情况下，可以采用手动测试的方式代替。

3.4 寿命测试标准 

	测试项目
	测试方法/标准
	主要测试阶段
	数量
	注意事项

	翻/滑盖寿命试验
	以40~60次/分钟的速度翻动翻盖，来回为1次，要求翻盖达到最大转动位置。每3000次检查1次。要求翻盖最少测试8万次。测试结束后首先对样品进行功能、结构检测；然后拆机检查铰链周围壳体以及FPC有无外观异常，并对FPC阻值进行测量。


	                 第一次装机，首次量产，转轴供应商变更；
	4
	测试中手机处于待机状态；

测试中手机应无异常（关机，显示乱等）；

测试后手机应无结构松动，响声等，外观无掉漆、裂痕；

壳体无破裂，FPC无破裂；

	
	以40~60次/分钟的速度滑动滑盖，来回为1次，要求滑动达到最大行程位置。每3000次检查1次。要求滑盖最少测试10万次。测试结束后首先对样品进行功能、结构检测；然后拆机检查滑轨、FPC外观，并对FPC阻值进行测量。


	              第一次装机，首次量产，转轴供应商变更；
	4
	

	Speaker寿命测试


	采用电池加旅充充电的供电方式或者直接用4.2V 直流电源供电方式，将试验样机设置成长时间播放状态（采用播放MP3，循环连续播放），连续播放时间不少于120H，功能应正常。
	           项目PR1阶段，speaker音频参数调整，供应商变更；
	6
	选用音频较高的歌曲；测试中突然掉电不超过1分钟可以累积测试时间，超过1分钟必须重新计算。

	马达振动

寿命试验
	将手机设置为马达长时间振动状态，试验时间不少于72H；对于单体马达可采用：2秒开1秒关为一个周期，循环5万次以上，马达功能应正常。
	项目PR1阶段，更换马达供应商；
	3
	单体振动周期选取参考手机实际使用定出，选取最接近的振动周期进行测试

	机械按键寿命测试
	以40~60次/分钟的速度，不小于5N的力度均匀按键，Dome：10万次；Switch：5万次；导航键：6万次，每2万次检查1次，试验后功能应正常。
	项目PR1阶段，DOME供应商、按键设计变更；
	2
	手机处于关机状态

	电池插拔测试
	装上电池再取下电池。累计2000次以上。每插拔100次开机检查一次，手机功能应正常。
	项目PR1阶段，电池连接器变更；
	2
	测试速度不超过30次/分（插入拔出算一次）

	SIM卡插拔测试
	插入SIM卡再取出，累计1000次。每插拔100次开机检查一次，手机不能有不识卡现象，测试完毕手机功能应正常。（2合一，3合一卡座特殊处理）
	项目PR1阶段，更换SIM卡座供应商；
	2
	测试速度不超过30次/分（插入拔出算一次）

	外置内存卡

插拔试验
	插入内存卡再取出，累计1000次。不支持热插拔的机型，每插拔100次开机检查一次，支持热插拔的机型必须在开机状态下测试，每插拔100次检查一次，要求测试后存储卡结构正常（不能破裂），手机无不识卡问题，内存卡中的内容不可丢失。
	项目PR1阶段，更换T卡座供应商；


	2
	插拔频率不超过30 次/分钟。（插入拔出算一次）

	耳机插孔插拔试验
	将耳机垂直插入耳机孔后，再垂直拔出，如此反复，累计3000次。功能应正常。
	项目PR1阶段，更换耳机插孔供应商；
	2
	插拔频率不超过30～40次/分钟。（插入拔出算一次）

若手机采用数据线、耳机、充电器三合一接口，需要采用三种配件对应同一个母座各测试3000次。

	I/O插拔测试
	插入数据线再拔下，累计3000次。每插拔100次开机检查一次，手机功能应正常。


	项目PR1阶段，更换I/O口供应商；
	2

	插拔频率不超过30次/分钟。（插入拔出算一次）

若手机采用数据线、耳机、充电器三合一接口，需要采用三种配件对应同一个母座各测试3000次。

	电池盖插拔测试
	插上电池后盖再拔下，累计1000次，外观、功能应正常。  
	项目PR1阶段，更换电池盖材料/供应商；
	2
	插拔频率不超过30次/分钟   （插入拔出算一次）

	手写笔插拔测试
	手写笔垂直插入手机再拔出为一次，插拔10000 次，实验中检查手机与手写笔的配合有无不顺畅现象。测试完毕后手机与手写笔外观、结构应正常。（试验速率：≤25 次/分钟）
	项目PR1阶段，更换手写笔供应商；
	2
	10000次测试后，手机壳体卡扣弹片功能正常，无破裂；手写笔可以锁紧不会滑落，多段设计的手写笔，拉出后应为伸长状态

	＊触摸屏点击试验

	将手机固定在点击测试仪器上，用固定在尖端的随机手写笔，加载150g 的力，对触摸屏点击25 万次，每5 万次对屏幕进行检查并清洁；手机处于待机状态；测试完毕后，触摸屏表面无损伤，功能正常。点击速率：约1 次/秒
	第一次送样，更换TP、触摸IC；或更换LCD供应商；
	2
	采用手机自带手写笔进行测试，同时验证手写笔的可靠性。

	＊触摸屏划线试验

	将手机固定在划线测试仪器上，用手机自带的手写笔沿触摸屏的对角线进行划线测试，划线压力为150g 力，测试次数10 万次（反复来回为2 次），每1 万次对触摸屏功能、结构和外观进行检测，并对触摸屏进行清洁。测试结束后，触摸屏功能应正常，外观无损伤（划痕）。（划线速度：约30mm/秒）
	第一次送样，更换TP、触摸IC，或更换LCD供应商；
	2
	划线测试距离不小于屏幕对角线距离的1/3。



备注：＊触摸屏点击划线试验为选作测试项目，只针对TP的新供应商样品做验证测试，标准屏不再安排此项测试。

3.5 机械强度测试标准

	测试项目
	测试方法/标准
	主要测试阶段
	数量
	注意事项

	跌落试验（单机）


	试验样机插SIM卡，并装配电池，手机处于正常待机状态。将样品放置在垂直跌落试验仪上，将高度调到1.3m ，进行垂直跌落测试。每个面各测2 次，共跌落12 次。

跌落测试后，首先对样品进行外观、功能，结构检测，记录测试状态后，再进行拆机检测。  （≤2.8的屏适用1.3米，≥2.8的屏适用1米） 
	第一次装机，项目PR1，首次量产，电池、壳体、屏等大的器件变更及供应商变更；
	4
	试验从手机的最小面开始跌落，每个循环中LCD 面为最后跌落面；有翻盖（滑盖）的移动电话机应将盖合上；
跌落后进行外观检查，磨损是可以的，但不应有破裂以及裂痕；电池盖易脱落，手写笔易脱出，两次以内的掉卡或掉电以及胶塞拉出但未脱落等现象不作为不合格的判定依据。                 拆机检测：内部壳体无破裂机变形，定位柱等无变形，确保主板定位良好，主板元器件无损伤。

试验中，若因为设计原因，无法满足跌落后电池后盖任然锁紧状态，可采用加贴胶纸的方式固定电池盖后再进行测试 



	撞击试验
	单体测试： 将单体显示屏固定在刚性支撑面上，用45g钢球，从50cm高处，以初速为O的状态，垂直冲击镜片中心点位置共5次。试验结束后，对样品进行外观检测。                                            整机测试：将试验样品装上配套电池。不开机状态下依靠在刚性的支撑面上，用45g钢球，从50cm高处，以初速为O的状态，垂直冲击中心位置共5次。试验结束后，对样品进行功能、外观及装配检测。
	第一次装机，改LCD组件或供应商变更
	2
	单体测试试验： 采用45g钢球从50cm处垂直落下的方式进行。  单体测试后，显示屏外观无损伤，功能应正常。   整机测试试验： 采用45g钢球从50cm处垂直落下的方式进行。          整机测试后，手机显示应无异常，触摸屏外观、功能应正常。(不适用TP)

	微跌试验
	样机插SIM卡开机状态，高度为7cm跌落到地面为PVC（厚度4mm，硬度80 Shore D）上，正反面（主按键正面及电池背面）各跌5000次。有翻盖（滑盖）手机应将盖合上状态下测试。
	第一次装机
	2
	所有功能正常。每500次检查手机状态。不能自动关机，不能掉网。结构件无错位。允许因摩擦及撞击造成的表面漆脱落。

	软压试验
	将手机正面朝上，放置在支撑部件的中心位置上，样品处于开机状态并锁住键盘。弹性挤压头以25kg的力、每分钟15～30次的频率挤压样品中间部位1000次，分别在400、600、800、1000次进行外观检查和话音通信检查，外观、功能应正常，话音通信应能正常进行。测试结束后进行功能、外观及装配检测应无异常。
	第一次装机，电池、壳体、屏等大的器件变更或供应商变更
	2
	按压头材质为硅树脂，支撑部分材质为帆布。


包装成品测试标准

	随机振动

试验


	振动频率: 10 ~ 500Hz       
ASD(加速度频谱密度)：0.96m2/S3

持续时间: 每方向1小时(x,y,z三个方向)。                  

试验过程中检查手机有无掉卡、关机等不良现象，测试结束后功能检查应无异常。  
	第一次装机
	一箱
	手机处于待机状态。

	自由跌落

试验
	1角，3棱，6面各跌落1次。地面为20mm厚的木板。6个面按由小到大的顺序跌落，底面最后跌落
	第一次装机
	一箱
	选取包装箱封口处的一角，以该角引出的3个侧棱，由短到长分别跌落1次，6个面按由小到大的顺序跌落，底面最后跌落


注意事项：

如有技术改进或品质提升，品质部需及时完善本测试手册；

本标测试手册解释权归品质部 ；
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